
 

 

 

˚이하의 각

에서는 심한 감도 저하 현상이 나타난다.



 

 

Figure 1. Transmission / Debye-Scherrer모드를 사용하는 STOE XRD 원리 

 

Figure 2. Reflection모드를 사용하는 타사 XRD 원리 



 

 

Figure 3. Transmission Sample Holder

 

Figure 4. Plane Crystallites (좌: Capillary, 우: Reflection Sample Holder)



 

 

Figure 5. 반사법에서 시료 높이에 따라 발생가능한 X-선 감도 저하 현상 예시

˚ 이하의 각에서도 유의한 X-선 강도를 얻을 수 있다. 

 

Figure 6. X선 강도 확인



 


